24.6.74

Spain VD/EV
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.sbporte ya conocido, el dngulo que forman las superfi-

waw
N

La presente invencién se refiere a un s0por£é
o portador de informacién provisto de una estructura eﬁ
espiral, en la cual se guarda informacién de sonido y/?
de imsgen en forma de sefiales moduladas en frecuencia !
o moduladas en fase. Con el término de "estructura en
espiral" se quiere dar a entender una estructura com- §
puesta de gran n@mero de pistas cuasiconcéntricas o coﬁ
céntricas. Ia invencibn se refiere asimiemo a un apargg
t0 para detectar la informscién guardada en el soPorte%
por medio de un haz de radiacién que, tras su interac-|
cién con la estructura, se suministra a un sistema de !
deteccién sensible a la radiacién. E

Se conocen ya un soporte de informacién y un
aparato del tipo arriba mencionado. El soporie ya cono
cido tiene un surco en espiral cuyo fondo tiene un per!
fil ondulante. Aun cuando parsa reproducir el soporte d;
informacidn ys conocido se usa la tecnologla corriente
de los discos fonogréficos, la menufacturs del primer |
soporte representa un laborioso pfocedhniento, pues la

informacién estd guardada en forma de surcos que sélo

pueden ser formados por medio de méquinas herramientas)

Al detectar la informacidn almacenada en el %

t
cies de los surcos ondulantes con el plano del s0porte§
de informacién desempefia un papel esencigl. Ademés, la%
parte llanz o de resalto sntre pisias consecutivas desém

e

pefia también un pepel esencial en el seguimiento de la:
i
pista. Esto hace necesario disponer en el ‘soporte um |

complicado perfil tridimensional, ;
i
Las desventajas a las gque se halla sujeto eli
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%SOpOrte de informacién ya conocido se evitan en el so-
lporte conforme a la presente invencién, el cual tiene

iun perfil aproximgdamente o casi bidimensional, El so-~
zporte de la invencién puede ser manufacturado, de modo
irelativemente sencillo y répido, por métodos fotogrifi-
cos y de grabado.

i La invencidén se caracteriza por ‘estar la es-
gtructura compuesta de blogues de longitudes variables
EdisPuestos en un solo plano y separados por éreas de

longitudes variables que se hallen dispﬁesfas también
en un s0lo pleno. El haz de radiacién que tiene inter-

accién con estos bloques es modulado en fase o en ampli

i

tud por dicha estructura. El haz de radiacién modulado

ge aplica a un sistema de deteccibén sensible a las ra-
idiaciones. Se detecta asi{ la recurrencia de valores ca
iraeteristicos de la sefial, producida en el sistema de

%detecoién: por ejemplo, la recurrencia de 1los pasos por
gcero de la componente de tensién alterna de la sefial.
éLas variaciones en el flujo luminoso de la fuente de

%luz y el desenfoque no afectan a las diferencias mutuas
éen el tiempo entre estos pasos por cero, como tampoco
glas variaciones en las propiedades del material fotogra
ﬁfico. A los blogues, para mayor ventaja, se les da un
icoeficiente de reflexién o de transmisibén distinto al
lde las 4reas.

Ung estructura particularmente ventajosa paré

i

almacenar informacibn en forma de sefiales moduladas en
!
jfrecuencia es wna estructura en la cual los planos se

ihallan separados entre si por una distancia constante.

Tsta caracteristica tiene la ventaja de que tal estrug!

€
1




10

15

30

2. 4'72

400336

tura puede ser fécilmente manufacturade por procedimieé
tos litogréficos, Ademés, la deteccidn de la sedal al—%
macenada es relativamente sencilla, pues una estructu-;
ra almenads como ésta pﬁede congiderarse Spticamente ;
como una estructura de fases susceptible de ser leida%
i
!

i
transiciones entre bloques y &4reas sucesivos pueden ser

por medios 6pticos ya conocidos. Como es obvio, las

bruscas © pueden ser suaves, tento en el sentido de lal

|
pista como en el sentido axil del soporte de informa~ |

c¢ién. Para proteger el soporte provisto de la informa-
cibn, la superficie en la cual va dispuesta o almaceng%
da la informacidén puede recubrirse con una capa proteg{
tora.

Por tanto, con arreglo a una caraeteristioag
de esta invencidén, un aparato pars detectar la infonmg
cién almacenada en el soporte de informacibn, por medio
de un haz de radiacién que, después de la interaccién |
con la estructura, es aplicado g un sistema de detec~- i
cién sensible a las radiaciones, incluyen un elemento
formante de imagen intercalado en el trayecto recorri~
do por los rayos. En particular, el haz de radiacién

que ha tenido interaccién con la informacién contenidal

en el soporte estd dividido por un elemento en dos ha-i

ces secundarios o subhaces desplazados relativamente eﬁ
una pequefia distancia. g

Con arreglo a otra caracteristica de la invei
cién, un aparato para detectar la informacidn ahpacengé
da en el soporte de informacibn, por medio de wn haz dé
radiacibn que, tras la interaccibn con la estructura, %

es aplicado a un sistema de deteccibén sensible a las ré



+
%
i
|
¢

i
zdlaclones, incluye un elemento que comunice une diferen

{cla mutua de fase a los haces secundarios o subhaces
'producldos en la estructura por difraccldn.
i A continuacibn se describirdn, a titulo de
5 iejemplo, unas formas de reallzaC}én del presente inven
;to, haciendo referencia a los dibujos esquemiticos gue
fse acompafian, en los cuales:
- las figuras la y 1b ilustran un soporte de
informacién conforme al presente invenfoj ¥
10 - las figuras 2, 3, 4, 5 y 6 ilustran unos
aparatos para detectar la informacién almacenada en el
goporte representado en la fig, 1.

La figura lg es una vista en planta de parte
de un soporte de informacibén 1. E1 soporte 1 contiene
15 una estructura en espiral dotada de gran némero de pis
tas cuasiconcéntricas. Estas pistas, como alternativa,

pueden ser concéntricas, como se ilustra en la fig. 1.

} Se representa sélo una parte de dos pistas contiguas
%(designadas con los nimeros 12 y 13). Cada pista com-
20 %prende ung estructura almenada cuyas dimensiones se re
- ipresentan exageradas en la fig. 1lb. ILas distencias de
iseparacién entre las superficies superiores (3 y 5, 5
%y T, v asi sucesivamente) de los merlones son diferen=—
étes, como lo son también sus longitudes. Tanto las se-
25 |peraciones como las longitudes vienen determinadas por
éla informacidén almacenads en las pistas. Las alturas

i (4, 6, 8, y asi sucesivemente) de los merlones son igu:

o

!les entre s{, y en el caso de la transmisibn, de prefe

rencla, son iguales aproximadamente a una longitud de

30 onda de la radiacibén por medio de la cual se explora el

i
!
[
i
{
!

'
t
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“|te 1 sobre la cual incide el haz de luz. Con arreglo a

400336

soporte de informacién. En el caso de la reflexifn, son
iguales a un cuarto de la longitud de onda de la radigg
cibén por medio de la cual se explora el soporte de infég
macién. %

El soporte de informacién puede estar hecho,%
por ejemplo, de poli(acetato de vinilo). La distancis %
de separacibn entre pistas contiguas es, por ejemplb, ée
4 micras (4 pm) y el perfodo més pequefio en cada pistai
es, por ejemplo, de 2,5 micras. EL soporte gira a una‘g
velocidad de, por ejemplo,. 1500 revoluciones por minu-|
to en torno a su eje geométrico, que en la fig. la es-
t4 designado por O. La flecha de la Ffig. 1 indieca el 3
gsentido de recorrido de la pista.

En el aparato de ‘lectura representado en la
fig. 2, un haz de luz colimado o alineado que viene de

una fuente de luz 20 incide por medio de un polarizado:

9

21 en el soporte de informacidén 1 cuyas pistas tienen
una estructura almenada. Una lente u objetivo 25 produ

ce en un detector 23 uwma imagen de la parte del sopor-:

la presente invencién, en el trayecto del haz de luz,

entre el soporte 1 y el detector 23, hay intercalado un
pfisma de Wollaston. El prisma de Wollaston comprende §
dos prismas congruentes 27 y 28 que constan cada uno dé
un cristal birrefringente uniaxil, y formen conjuniameﬁ
‘te una placa 24 de planos paralelos. EL eje éptico C,
del cristal 28 es paralelo al plano del dibujo, y el

eje 6ptico 02 del cristal 27 forma dngulo recto con ell
plano del dibujo. E1l haz de luz incidente en una de las

superficies paralelas mayores del prisma de Wollaston
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{24 se divide en el prisme en dos haces secundarios o
subhaces que estén polerizados en dngulo recto entre s?
y que se extienden formando un pequefio dngulo uno con

O.tI'OQ

Por consiguiente, en el plano del detector 2£

ise producen dos imégenes, relativamente desplazadas, dg

la parte iluminade del soporte de informacibn 1. Entre‘
el prismsg de Wollaston 24 y el detector 23 hay dispue@
lt0 un polarizador 26 cuya direccién de polarizacibn for
1 Yy C de log

cristales 28 y 27 respectivamente. 2

ma un 4dngulo de 452 con los ejes 6ptlcos c

As{, las diferencias entre las intensidades i
de las dos imdgenes medidas en el detector 23 tienen vé
lores méximos. Estas diferencias se deben a las diferqﬁ
cilas de longitud de recorrido del haz de luz en la es-
tructura almenada y, debido a la adecuada eleccibn de
aproximadamente una longitud de onda para la altura de
' 1os merlones, son de 1/2 \.

1
i La diferencia de longitudes de recorrido de
los haces secundarios formantes de las dos imégenes y
producids en el prisme de Wollaston 24 es compensada por-

medio de una diferencia de longitudes de recorrido pro

‘ducida en un prisms-de Wollaston 22, que es idéntico al

C

,prlsma 24 y se halls intercalado entre el soporte de 1n

‘formacién 1 y el polarizador 21,

§ El prisma de Wollaston 24 puede ser sustitui

‘do por una placa de Savart. Una placae de Savart consta
4

de dos placas de cuarzo igualmente gruesas y de planosi

éparalelos, cuyos ejes 6pticos forman éngulos de 452 re%
l
-pecto a las superficies planas paraleles y estén cruze:

H
=
I
1
]
b
!
l
i
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dos. Un haz de luz normalmente incidente en una de las§
superficies planas paralelas de la placa de Savart se E
divide, en la primera placa de cuarzo, en wn rayo ordié
nario y un rayo extraordinario, los cuales, en la cara%
de transicidén entre las placas de cuarzo primera y se-i
gunda, se convierten en un rayo exiraordinario y un :g%
yo ordinario respectivamente, puesto que los ejes 6pt;§
cos de los dos cristales formen dngulo recto entre st
De las placas de Savart salen dos haces secundarios qu§
estén polarizados en éngulo recto entre si y desplaza~!
dos relativamente, uno respecto sl otro. Hay sgimismo E
un analizador 26 cruzado respecto a los ejes Spticos i
de la placa de Savart., En esta forma de realizacién tq&
bién, la diferencia de trayecto o recorrido entre losl
dos rayos, debida a la placa de Savart, es compensada
por la introduccién de una placa de Savart idéntica en;
tre el soporie 1 de informacibn y la fuente de luz 20.

En el aparato ilustrado en la fig. 3, se for
ma una imagen del soporte de informacién 1, por medio i

de una lente 31, en el detector 23. Del soporte de in-

formacién 1 sale aqui también un frente de ondas dota-
do de una estructura de fase debida s laé diferencias 2
&é longitud de recorrido en la estructura almenszda def
la pista del soporte de informacién 1.

Entre la lente 31 y el detector 23 hay dis- %
puesto wn interferémetro 32, El interferbmetro 32 com-:

prende dos prismas hechos de un vidrio apropiado y pe-—

gados entre si. En la cara de transicién 33 de semitrans

misién de los prismas, el haz es en parte transmitidoé
¥ en parte reflejado.



Los haces secundarios o subhaces transmitido
gy reflejado se reflejan en las superficies laterales re
?flectivas, 34 y 35 respectivamente, de los prismas com
ponentes., Estas superficies estén casi en dngulo recto
5 una respecto a la otra. Los haces secundarios refleja-
dos por las superficies 34 y 35, tras le reflexibn y
transmisién respectivamente en la cara de transicién 33,
forman unas imdgenes paralelas y muy juntas, con dife-
rencia de intensidades entre ambas, diferencia que vie
10 ne determinada aqui también por la estructura almenadal
En el aparato ilustrado en la fig. 4, un haz
de luz divergente emitido por una fuente puntiforme 65
es convertido por una lente 66 en un haz de luz colima
do que cae o incide sobre el soporte de informdeibn 1.
15 El haz de orden cero transmitido por el soporte 1 sin

difraccifén es convertido por uma lente 67 en un haz co

=]

vergente, que se enfoca en wm punto M de una placa de.
{Tase 68.
i

Los haces transmitidos por el soporte de in-

20 formacibén 1 como haces difractados, por ejemplo, del or

den +1 y -1 (debido a su estructura, el soporte puede ’ .
|

ser considerado como una reticula de difraccién), se hi

|
rcen convergir por medio de la lente 67 en un punto gue),

Evisto en el sentido de la propsgacién.de los haces de

1Ur

25 §radiacién, se halla més alld de la placa de fase 68, E
; !
itos haces no pasan por el punto I de la placa de fase
268. En el lugar en que se encuentra dispuesto un detec

L tor 69, el haz no difractado (haz de orden cero) y los;
:haces difractados (los haces de orden +1 y -1) se uneni

30 . La placa de fase esté proporcionada de tal mé
|

i
i
i
S

2.4.72



400336

do que introduce una diferencia de fase de 902 entre lés

haces de orden +l y de orden -1, por una parte, y los |

: i
haces de orden cero por la otra. Asi, las diferencias i
de intensidad entre los haces incidentes sobre el detec

|
5 tor 69 son lo més grandes posible. §

Na fuente de luz usada en un aparato para de:

tectar las sefiales almacenadas en el soporte de infor-
maci6n puede ser uma fuente que tenga gran brillo y un
alto grado de coherencia: por ejemplo, ua laser. Como

10 variante o alternativa, la fuente puede ser incoherent
y de grean brillo: por ejemplo, un diodo de fotoemisilni

Como otra variante, la fuente de luz puede ser un tubo;

W

de descarga luminosa en un gas.

El detector usado puede ser un fotomultiplic
15 dor o bien un detector de estado s6lido como, por e jem
plo, un detector de silicio.

fw

Un aparato ventajoso para detectar la infor-
o macién almscenada en el soporte es el representado en
la fig. 5. Un soporte 70 tiene una estructura en espi-~
1~20 ral que comprende gran ntmero de pistas cuasiconcéntri
o cas., Ias pistas pueden ser también concéntricas. Cada
pista tiene una estructura almenada. E1 soporte de in-
formacibn gira en torno a un eje que en la figura esté
. representado por una linea de trazo y punto.

25 Un haz de luz de pequefia abertura, producido
por una fuente de luz 7l y una estrecha hendidura prac
ticade en un espejo 72, se enfoca sobre el soporte de
informacién 70 por medio de una lente T74. ILa estructu-~
ra almenada o en forma de blogques del soporte 70 refle
30 ja el haz de luz enfocado.

- 10 -
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3
{

jes enfocado en un detector 73. Las caras verticales pr

iducen una imagen de gran contraste.

!

,de la hendidura en el soporte 80 es mds pequeiia 0 igual
fque las dimensiones de los blogues en la estructura en

EeSpiral del éoPOI"be de informacién 80.

i
i
!

En las partes planas de la estructura almena|
da, esto es, en las partes que se extienden formando éé
gulo recto con el eje de rotacién, el haz de luz incidé
con un angulo de incidencia de casi cero gradbé. El ha
de luz reflejedo tiene luego un sentido sensiblemente
opuesto al del haz incidente, y un dngulo de abertura
igual al del haz que iﬁcide en el soporte de informa-
cién. Este haz de luz reflejado sale por la hendidurs
practicada en el espejo 72. )

En cambio, cuando el haz de luz incide sobre
el soporte 70 en unas 4reas o regiones comprendidas en
tre las partes planas, esto es, en las caras verticales
0 erectas de los blogues, debido a la difraccibn, el
haz reflejado tendrd un mayor dngulo de aberturad .que el
haz incidente. Por medio de un objetivo enular 75, es—
te haz de luz dispersa reflejado en las caras vertica-

les de los blogues, tras su reflexibn en el espejo 72,

1O

Otro aparato para detectar la informacién al
macenada en el soporte de informacibn es el que se re-
presents en la fig. 6. Con una fuente .de luz 81 se for
ma una imagen, por medio de una lente 82, en una hendi
dura de una pantalla 83, Desde la hendidura sale un haz
de luz que, por medio de un espejo 84 y una lente 85,

es enfocado en un soporte de informacién 80. La imagen,

Con la luz transmitida por el soporte trans-—

|
t
\
¢

i

- 11 =
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parente 80 se produde, por medio de un objetivo 86 y en un
detector 87, una imagen que puede ser de un bamaiio relativa
nente grande. Como es obvio, el soporte 80 puede alternati-
vamente se reflectante. En este caso, el espejo 84 adopta
la forma de un espejo sémitransparente.

El detector 87, alternativamente, puede sustituir
se por una combinacién de una hendidura y un detector que,
visto en el sentido de la propagacidén de la luz, estd situa
do detrds de la hendidura. Esta hendidura se necesita para
eliminar 1a parte del haz de luz que haya tenido interaccién
con pistas digtintas de la que se iba a explorar.

Esta solicitud,.que corresponde a la presentada
en Holanda, el 4 de Marzo de 1.971, bajo el N2 7102863 (par
cial), se acoge a los beneficios del artfculo 51 del vigente

Estatuto sobre Propiedad Industrial.

REIVINDICACIONES

Los puntos de invencién propia y nueva que se pre-
sentan para que sean objeto de esta solicitud de Patente de
Invencifn en Espaifia, por VEINTE afios, son los que se recogen
en las reivindicaciones siguientes:

12 .~ Perfeccionamientos introducidos en soportes

- 12 -
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o portadores de informacién provistos de una estructura es-

piral en la cual se almacena informacidn de sonido y/o de
imagen en forma de sefiales moduladas en frecuencia o modula-
das en fase, caracterizados por el hecho de que la estructu
5 ra estd compuesta de bloques de longitudes variables dispues
tos en un solo plano y separados por Areas de longitudes va
riables que se hallan dispuestas también en un solo plano.,
2a,- Perfeccionamientos segln la reivindicacibn 12,
caracterizados por el hecho de que los bloques tienen un cog
10 ficiente de reflexidn o de transmisibén distinto del de las
dreas. ‘
%2 ,- Perfeccionamientos segfih la reivindicacidn 12
o la 24, caracterizados por el hecho de que los blanbs estén
separados entre si por una distancia-constante.
v i5 42,~ Perfeccionamientos segln la reivindicacién 12
’ o la 32, caracterizados por el hecho de que los bloques y las
dreas tienen los mismos coeficientes de reflexién o de trang
nisibn.
52 ,- Perfeccionamientos seglin la reivindicacién 1ﬁ;
‘520 2&, 38 o 48, caracterigzados por el hecho de que el soporte dé
informacidén esté provisto de una capa protectora transparente.
| 6& .- Perfeccionanientos introducidos en aparatos pa
ra detectar la informacién almacenada en un soporte de infor "
macién como el de la reivindicacién 12, 22, 32, 48 § 52 por

25 medio de un haz de radiacibén que, después de la interaccidn

- 13 -
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con la estructura, es aplicado a un sistema de debteccibn
sensible a las rgdiaciones, caracterizados por el hecho de
que esti previsto un elemento de formacidn de imagen inter
calado en el trayecto de los rayos.

78,~ Perfeccionamientos segln la reivindicacién
62, caracterizados por el hecho de que el haz de radiacién
estd producido por una fuente de luz de gran brillo y alto
grado de coherencia: por ejemplo, un laser.

8g,- Perfeccionamientds seglin la reivindicacidn

62, caracterizados por el hecho de que el haz de radiacidn

_estd producido por una fuente de luz incoherente de gran bri

1lo: por ejemplo, un diodo de fotoemisién.

92 ,~ Perfeccionamientos segln la reivindicacidn
62, caracterizados por el hecho de que el haz de radiacién
estd producido por un tubo de descarga luminosa en gas.

102 ,~ Perfeccionamientos segln la reivindicacién
72, 8& § 94, caracterizados por el hecho de que el sistema
de deteccidn incluye un fotomultiplicador.

112,~ Perfeccionamientos seglin la reivindicacién
7§, $§ ) 93, caracterizados por el hecho de que el sistema
de deteccibn incluye un detector de estado sdlido: por ejem
plo, un detector de silicio.

122, Perfeccionamientos segln cualquiera de las
reivindicaciones 68 a 112 inclusive, caracterizados por el

hecho de que el haz de radiacidn incidente en el soporte de

- 14 -
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informacifn tiene una pequefia abertura, y la radiacién dis-
persada o difractada en el soporte de informacidn va guiada
al detector,

132,- Perfeccionamientos segfin cualquiera de las
reivindicaciones 62 a 112 inclusive, caracterizados por el
hecho de que se produce una imagen puntiforme en el lugar
correspondiente del soporte de informacibn.

148 ,~ Perfeccionamientos segﬁn-cuaiéuiera de las
reivindicaciones 62-a 112 inclusive, caracterizados por el
hecho de que la produccién de imagen en el soporte de infor
macidn se hace por una abertura de diafragma defrés de la
cual, visto en el sentido de propagacibén de la radiacidn, es
t4 dispuesto el detector. '

158 ,~ Perfeccionamientos segln la reivindicacién
142, caracterizados por el hecho de que el haz de radiacién
procedente del soporte de informacién se aplica como imagen
en la abertura de diafragma delante del detector.

162 ,- Perfeccionamientos segin la reivindicacién
62, caracterizados por el hecho de que el haz de radiacibn
que ha tenido interaccidén con la informacién contenida en el ‘
soporte es dividido por un elemento en dos haces secundarios
0 subhaces relativamente desplazados en una pequefla distan-
cia.

172,~- Perfeccionamientos seglin la reivindicacién

162, caracterizados por el hecho de que el elemento es un

- 15 -
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prisma de Wollaston.

182,~ Perfeccionamientos segln la reivindicacibn
168, caracterizados por el hecho de que el elemento es una
placa de Savart,

192,- Perfeccionanientos segin la reivindicacién
162, caracterizados por el hecho de que el elemento es un
interferdmetro de Michelson cuyos dos reflectores, vistos
desde el sistema de deteccidn, estin inclinados formesndo en
tre s{ un pequefio 4ngulo.

202 ,- Perfeccionamientos segln la reivindicacién
62, caracterizados por el hecho de que estd previsto un ele
mento que comunica una diferencia de fase mutua a los haces
.secundarios producidos en la estructura por difraccidn.

' 218,.- Perfeccionamientos introducidos en aparatos
para reproducir informacién de sonido y/o de imagen que cég
prenden un aparato como el de cualquiera de las reivindica-
ciones 62 a 202 inclusive.

228 ,- Perfeccionamientos introducidos en soportes
o portadores de informacidén y en aparatos para detectar y re
producir la informacién almacenada en los mismos.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que ante-
cede, representado en los dibujos que se acompaiian y con

los fines que se han especificado.

- 16 -
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Esta Memoria consta de diez y siete hojas escritas

a miquina por una sola cara.

26 JUN. 197

Madrid,
P.A,
Ai;e de E ure
Por
- 17 -

24.6.74

ANG/ }K



KV mwmmfmsswfxﬂil
(o

/1
ALY s LA S VY A
34 567
Fig1b

;;u
IR
‘-\‘

| Cz}ﬂ 23
/ .

s _ 1
Fl g2 A!b%»«;{/%y_.m

Por Pofier.




T 99

99

I
I
1
)
L
LI
I
:
A

W

R

1I1/11 KEYIREVILTAY IO A Y



s
Y1/ 2/' / Jopoy sod
REOIENGD frisgly .

/

—9b14

. 08|

98
(8

L4

¢l

€L~

—

HIEHEY A VTIORAIT AN



	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



